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e Zainteresowanie zagadnieniem prgzkdéw zmeczeniowych
rozpoczeta publikacja Zapffe C.A., Worden C.O.
,Fractographic registrations of fatigue” — 1951

* Prazki zmeczeniowe charakterystyczne w mechanizmie
peknie¢ zmeczeniowych

e Dlaczego materiaty pekajg?

* Analiza uszkodzen — aby znalez¢ ,najstabszy punkt”
powodujgcy uszkodzenie

* Zmeczenie materiatu — pekanie materiatu pod wptywem
cyklicznie mnieniajgcych sie naprezen.

e SEM umozliwia analize mikrobudowy powierzchni
materiatu

nv.pik-instruments pl
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Obrazowanie prazkow zmeczeniowych

Stress on a material causes a
dislocation at the surface

Surface

Surface Surface

N2 B
.
(

Cyclic loading and unloading
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PHENOM\WORLD

Mikroskopy SEM Phenom (badania w lotnictwie) - USA

* Federal Aviation Administration

LAMBDA

Technologies Group.
improving Component Life and Performance

5. P

* Lambda Technologies

www.pik-instruments.pl
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Obrazowanie warstw fosforanowych

i

Fosforanowanie — proces
chemicznego/elektrochemicznego wytwarzania
ochronnej warstwy fosforanéw

Fosforanowe warstwy przejsciowe — zwiekszenie adhezji
lakieru (zwiekszenie odpornosci na korozje),

www.pik-instruments.pl
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Ocena warstwy fosforanowej — 7 krokow

R

* Analiza SEM rozmiaru krystalitow
* Analiza SEM-EDS jednorodnosci warstwy

* Analiza chropowatosci (Rz, Rz, Rpk,
Rmax)
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SEM — analiza rozmiaru krystalitow
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SEM-EDS — analiza jednorodnosci warstwy
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SEM-EDS — automatyzacja akwizycji obrazow

e et S iR i it e it s ST it
#lavigate to Region 1

phenom.MoveToSem()

#phenom. SetSemContrast (3.588)
phenom.SetHEW(0.000384)

acqg = phenom.GetStageModeBEndPasition ()
position = str (acqg.posicion)

position = position.scrip("()').=split(',")
for 1 in range (nImages):
StartX = float(position(0])

StartY = float(poszition[l])

HOEf = float (random.randrange(-500, 500))
YOff = float (random.randrange (=500, 500))

xMoveTo = StartX + (XOf£/1000000)
yMoveTo = Starty + (YO££/1000000)

rPos = ppi.Position(xMoveTo, yMoveTIo)
phenom.MoveTIo (rPos)

iT agroFocus — Irus:
chenom. SemdutoFocus {ppi . AutoFocusAlgorithm. Finelnly)

acg = phencm.SemAcquireImage (1024, 1024, 16)
ppi.S5ave (acq, basenamel+str (i)+".ciff")

i=i+l
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SEM — analiza chropowatosci powierzchni

Load...

A 800 mm

Ea

2,12 pmn 549 nm

Surface information

Sa 802 nm

www.pik-instruments.pl
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Mikroskopy SEM Phenom (przemyst motoryzacyjny) — USA, PL

Chemetall

e Chemetall
* Reinfro e
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AKTUALNOSCI PRODUKTY SERWIS DO POBRANIA PARTNERZY KONTAKT Q

http://pik-instruments.pl
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Adres e-mail lub numer telefonu  Hasto
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I Najnowsze

facebook mema

Przejdi na strone gléwna Facebooka |
T -

PIK Instruments
jest juz na Facebooku.

Aby pofaczy¢ sie z uzytkownikiem PIK Instruments, zarejestruj sie na Facebooku jeszcze dzis. 2015
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